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Metody

• Scanning Low Energy Electron Microscopy (SLEEM) 

• Low Voltage Scanning Transmission Electron

Microscopy ( LV STEM)

Výhody

• Vysoká povrchová citlivost.

• Vysoký materiálových kontrast (např. zvýraznění 

nanočástic).

• Možnost studia nevodivých povrchů bez pokovení 

(pozorování v nativním stavu).

• Zachování vysokého rozlišení (pod 1 nm).

(prezentováno na mezoporézní silice dopované Au nanočásticemi)*
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Materiálový kontrast a vysoké rozlišení 
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Studium nevodivých vzorků bez pokovení 

Zobrazení nevodivých preparátů
při optimální energii elektronů
nevyvolávající lokální nabíjení ani
ve vysokém vakuu (tzv. kritická
energie, kdy počet dopadajících
elektronů se rovná počtu
elektronů emitovaných ze
vzorku).

Lze pozorovat nevodivé vzorky v
nativním stavu, bez pokovení
vodivou vrstvou, a takto předejít
případné ztrátě detailů či
dokonce poškození preparátu.



VYBRANÉ APLIKACE



Nanotrubky s Co nanočásticemi 



Uhlíkové mikročástice s aktivním jádrem

LV STEM10 keV 5 keV 1 keV 0.5 keV

0.5 keV
SLEEM



Nanodifrakce

Au nanočástice v organické struktuře



Standardní SEM SLEEM

Smluvní výzkum pro skupinu doc. Lenky Zajíčkové (CEITEC MU Brno)

Nanovlákna s HDMSO vrstvou

200 nm



Nabízíme precizní nedestruktivní zobrazovací techniku, nízko-napěťovou
rastrovací (prozařovací) elektronovou mikroskopii (SLEEM, LV STEM), pro studium
pokročilých nano-materiálů. Pozorování s rozlišením pod 1 nm, s vysokým
materiálovým kontrastem a povrchovou citlivostí, technika vhodná i pro
nevodivé vzorky. Chemická analýza z povrchu (Augerova spektroskopie) nebo z
objemu (EDX), je možná in-situ.

SLEEM
LV STEM

Co nabízíme?
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